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€) Verlustarmes Korrekturfilter zur Herstellung von Leuchtschirmen fiir Farbbildréhren.

€D Die bei der Herstellung der Struktur von Leuchiflachen
auf Bildschirmen in Farbbildréhren verwendeten Korrektur-.
filter werden durch optische Vergiitung und Verspiegelung
wirksamer gemacht. Infolge der damit erzielten Verkiirzung
der Bestrahlungs- und Abkiihlzeiten wird die Anzahl der fiir
einen bestimmten Produktionsumfang benétigten Bestrah-
lungsvorrichtungen geringer.
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Verlustarmes Korrekturfilter zur Herstellung

von Leuchtschirmen fir Farbbildréhren

Die Erfindung betrifft ein Korrekturfilter nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1. Es wird in einer Bestrahlungs-
vorrichtung verwendet, welche zur Herstellung von Leucht-
schirmen fUr Farbbildréhren dient. Dabei wird eine auf
dem Frontglas einer Farbbildréhre gleichmdBig verteilte
Leuchtstoffschicht durch eine Schatténmaske hindurch
bestrahlt, wobei eine chemische Reaktion in Gang gesetztA

wird, die zur Haftung der von StrahLung getroffenen Leucht~
stoffgebiete am Frontglas fihrt.

Um die Leuchtstoffgebiete dort anzubringen, wo sie bei
Betriéb der Rdhre von den durch die offnungen der Schat-
tenmaske dringenden Elektronen getroffen werden kénnen,
erfolgt die Belichtung zusé&tzlich durch eine Linse‘hin-
durch, welche den Weg der Strahlen den in der fertigen
Farbbildréhre auftretenden Flugbahnen der Elektronen
nachbildet.

Um weiterhin EinfluB auf die Breitenverteilung der Leucht-
stoffgebiete nehmen zu kénnen, wird in den Strahlengang

ein Korrekturfilter gebracht, welches die Strahlen in Ab-
h&ngigkeit vom Ort schwicht.
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Ein bekanntes Korrekturfilter besteht aus einer mehr oder
weniger starken Ansammlung von Rufliteilchen, die durch
Gelatine verfestigt als Schicht auf der Linse aufgebrachf
sind. Diese Schicht aus RuB und Gelatine fihrt zu orts-
abhédngiger Schwdchung der durch sie hindurchtretenden
Strahlung, sie kann entweder auf die Linse selbst oder z.B.

auf eine gesonderte Glasplatte als Trdger aufgebracht sein.

Andere bekannte Korrekturfilter verweﬁden zur ortsabhéan-
gigen Schwdchung der Strahlung als Sperrschicht dinne
Nicke[streifen, welche mit unterschiedlichen gegenseitigen
Abstédnden angeordnet sind, um die gewlinschte Ortsabhédngig-
keit der Strahlungsschwachung zu erhalten. Letztere sind
robuster im Gebrauch und leichter zu warten. Die bedeut-
samsten Nachteile der bekannten Filter sind, daB auch die
durchldssigen Fléchen einen Teil der Strahlung reflektieren
und daB solche bekannten Korrekturfilter sich durch Strah-

Lungsabsorption in der Sperrschicht erwdrmen.

Es ist Aufgabe der Erfindung, die Reflexion im Bereich der
durchléassigen Schicht und die Erwdrmung der Korrekturfil-
ter zu vermindern. Dies geschieht wie im Kennzeichen des
Anspruchs 1 angegeben ist. Die Unteranspriche geben vor-

teilhafte Ausgestaltungen dazu an.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, daB die
burchlaflschicht durch Entspiegelung optisch vergltet und
die Reflektivitdt der Sperrschicht wie bei einem Kaltlicht-
spiegel erhdht wird. Fir die Auswahl der Wellenl&ngenbe- -

reiche, in denen vergitet bzw. die Reflektivitdt erhéht

wird,. ist die spektrale Wirksamkeit der Teilbereiche des
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zur Bestrahlung verwendeten gesamten Spektrums auf die
Leuchtstoffschicht malBgebend. Derjenige Teil des Strah-
Llungsspektrums, welcher bei der Ingangsetzung der chemi-"
schen Reaktion nicht wirksam ist, kann vom Korrekturfilter
durchgelassen, darf jedoch nicht absorbiert werden. Fir
diesen Spektralbereich kann also die Sperrschicht durch-

Ldssig, die DurchlaBschicht reflektierend sein.

Die Erfﬁnduhg wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis

15 erldutert. Es zeigen:

Fig. 1T eine Bestrahlungsvorrichtung (Lichthaus),

Fig. 2 den Ausschnitt aus einem Korrekturfilter mit

Streifenmuster,

Fig. 3 weitere Ausschnitte mit anderen Mustern bei

bis anderen Ausflhrungsformen des Korrektur-
Fig.. 6 filters,

Fig. 7 Ausschnitte aus dem Querschnitt von ver-
bis schiedenen AusflGhrungsformen des erfin-

Fig.14 dungsgemé&Ben Korrekturfilters,

Fig.15 ein Diagramm, welches die spektrale Be-
strahlungsstérke S$SB und die wirksame relative
spektrale Bestrahlungsstérke WRSB Uber der

Wellenldnge A bezogen auf eine Beleuchtungs-

stdrke von 1 Lux = 1 Lm/m2 zeigt.

Fig. 1 zeigt schematisch den Schnitt durch eine Bestrah-

lungsvorrichtung. Im Lampentopf 1 befindet sich eine
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Strahlungsquelle 2 in der Halterung 3. Die Strahlung der

Strahlungsquelle gelangt durch das Fenster 4 und das

Korrekturfilter 6 zur Linse 5, welche im allgemeinen aus’
einer konkav und konvex geschliffenen und einer planen
Seite besteht. Die Form der Linse bewirkt auf der Leucht-
schicht des Leuchtschirmes 8 an einigen Stellen eine ver-
stdrkte und an anderen Stellen eine abgeschwdchte Be-
strahlung. bies ist unvermeidlich, denn die

Linse muBB die Strahlen so beeinflussen, dafBl sie in der
Richtung der in der fertigen Rdhre verwendeten Elektronen-
strahlen durch die Schattenmaske 7 hindurchfreten, d.h.
dje Bahn der Elektronen

nachbilden. Die dabei auftretenden Unterschiede in der
Beleuchtungsstarke missen vom Korrekturfilter ausgeglichen
werden. Bei manchen Bestrahlungsvorrichtungen befindet sich

das.Korrekturfilter direkt auf der Linse 5.

Ein Ausschnitt aus dem bekannten Korrekturfilter mit Strei-
fenmuster ist in Fig. 2 gezeigt. Die Erfindung kann jedoch
auch bei jedem anderen Muster verwendet werden, z.B. bei

solchen Mustern, wie sie in den Figuren 3 bis 6 dargestellt
sind. '

Fig. 7 zeigt einen Ausschnitt des Querschnitts durch ein
Korrekturfilter. Erfindungsgemdfll ist auf dem Trager 10,
welcher identiscﬁ mit der Linse 5 sein kann, zwischen der
Sperrschicht 11 die die Strahlungsreflexion vermindernde
Schicht 12 vorhanden. Beide Schichten sind aus strahlungs-
durchlédssigem Material, die Schichtdicken sind jedoch

so bemnessen, daﬁ die optische Anpassung an den

Trager 10 im Bereich der Schichten 12 éoweit

wie méglich verbessert ist, wdhrend im Bereich der Schich-
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ten 11, um Reflexion durch Fehlanpassung zu bewirken, die

Anpassung soweit wie mbglich vermindert ist.

Fig. 8 zeigt im Vergleich zu Fig. 7 ein Korrekturfilter mit
Sperrschichten aus strahLungsunduﬁchLéssigem Material, welche
5 als Abschirmung 13 bezeichnet sind. Dabei kann es sich z.B.
um die bekannten Nickelstreifen handeln, welche stark re-
7fLekti rand ausgebildet sind. Mit 10 ist wiedef%der Triger
bezeéichnet und 12 ist eine die StrahLuhgsré%Iexion verﬁin-
~dernde Schicht.

10 Fig. 9 zeigt einen fir die Herstellung vorteilhaften Aufbau
des Korrekturfilters, bei dem die die StrahLunQ;rgfLexion ver-
mindernde Schicht 12 durchgehend aufgebracht ist. bie Ab- |
schirmung 13 befindet sich auf dieser Schicht, 10 ist der

Trager.

15 Fig. 10 gibt ein Beispiel des Korrekturfilters mit im Vér—
gleich zu Fig. 9 umgekehrter Schichtfolgé. Auf dem Tréger
10 befindet sich die Abschirmung 13 und darliber die die
Strahlungsreflexion vermindernde Schicht 12.

Das Korrekturfilter gemdfl Fig. 11 entspricht im Prinzip
20 dem in Fig. 10 gezeigten, es weist jedoch eine mehrLagige
Schicht 12 auf. Die einzelnen Lagen der Schicht 12 sind
in den Dicken und den die Brechzahl bestimmenden Herksfoff—
eigenschaften so gestaltet, daB die Durchldssigkeit in Ab-
hingigkeit der Wellenlinge auf das Spektrum der §trahtungs¥
25 quelle und auf die spektrale Empfindlichkeit der Leuchtstoff-
schicht abgestimmt ist. Mit 10 ist der Trager und mit 13

die Abschirmung bezeichnet.
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Die Anordnung in fig. 12 unterscheidet sich von der gemaR

Fig. 7 nur dadurch, dafl die Schichten 11 und 12 mehrlagig

sind, welches bessere optische Anpassung im Vergleich zum

Korrekturfilter géméB Fig. 7 ermoéglicht.

Wie die Korrekturfilter gemdB Figuren 13 und 14 verdeut-
lichen, kann die Schicht 12 durchgehend ausgebildet sein
oder unter oder Uber den Schichten 11 verlaufen. Ein sol-
cher Aufbau bringt eine Vereinfachung des Herstellverfahrens

mit sich. Der Trdger ist wieder mit 10 bezeichnet.

Das Diagramm in Fig. 15 gibt die "spektrale Bestrahlungs-
starke' SB und die von den Leuchtstoffen verwertete "wirk-
same relative spektrale Bestrahlungsstarke” WRSB wieder.

SB und WRSB sind iber der Wellenldnge A in nm aufgetragen.

Aus dem Spektrum der Strahlung einer Quecksilberdampf-
lampe, wie sie Ublicherweise zur Bestrahlung verwendet
wird, reagiert nur der kurzwellige Teil mit der Leucht-
stoffschicht. Die zur Haftung des Leuchtstoffes am Front-
glas flhrende chemische Reaktion wird vom langwelligen

Teil oberhalb der Wellenldnge von 490 nm nicht unterstitzt,
dieser Teil bewirkt nur unndtige Warme, was im praktischen
Betrieb bei der Beschirmung des Frontglases stért. Lange

AbklUhlzeiten verldngern nédmlich die Taktzeiten der Ferti-

‘gung. Um trotzdem zu dem gewlnschten Fertigungsdurchsatz

zu kommen, missen entsprechend mehrere Bestrahlungsvor-
richtungen, sogenannte "Lichthduser™ ,installiert werden.

Ein selcher Mehraufwand kann vermieden werden, wenn man

durch Verwendung der Erfindung die Absorption im Korrek-

turfilter senkt. Die Sperrschicht kann im wirksamen Wel-

lenltdngenbereich von 320 bis 490 nm als Reflexionsschicht
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wirken, die Strahlung oberhalb von 490 nm jedoeh ungehin-

dert passieren lassen, da diese fur den Leuchtstoff wir-

"kungs(os ist. Somit wird nur der chemisch wirksame Spek-3

tralbereich reflektiert (Prinzip des Kaltlichtspiegels).

Die nicht mit der Sperrschicht versehenen Flachenteile
des Korrekturfilters werden erfindungsgemadB mit einer

deren Strahlungsreflexion vermindernden Schicht 12 belegt.

-Beispielsweise wird im wirksamen Wellenldngenbereich von

320 bis 490 nm die Durchl&ssigkeit soweit wie mégliech er-
hdht. FUr Wellenld3ngen grdéBBer als 490 nm kann dann auch

Reflexion zur Minimierung der Absorption beitragen. Dies
wird durch Verglitung mittels Bedampfung erreicht, uie-sie

von der Anwendung bei optischen Gerédten her bekannt ist.

Der bei Anwendung der Erfindung erzielte Nutzeﬁ‘bestehf

erstens in einer Verkirzung der Belichtungszeit, weil in-
folge der VerglUtung bei gleicher Erwdrmung des Korrektur-
filters mehr Strahlung auf die Leuchtstoffschicht gelangt
und zweitens in einer Verkirzung der Abkihlzeit, weil in-

.foltge von verminderter Absorption durch verbesserte Re-

flexion weniger Warme im Korrekturfilter entsteht.

Versuche haben gezeigt, daB als Abkihlzeit bei Anwendung
der Erfindung nur ein kleiner Teil der Bestrahlungszeit
erforderlich ist, wadhrend bei Verwendung bekannter Korrek-
turfilter das Verhaltnis von AbkUhlzeit zu Bestrahlungs-
zeit ca. 1:1 betragt. .
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Bezugszeichen

Lampentopf
‘Strahlungsquetle
Halterung

Fenster

1
2

3

4

5 Linse
6 Korrekturfilter
7 Schattenmaéke

8

Leuchtschirm mit Leuchtstoffschicht aus
roten, grinen und blauen Leuchtstoffgebieten

9 Frontglas

10 Triger :

11 Sperrschicht (die Strahlungsreflexion erhéhendé Schicht)
12 Schicht (die Strahlungsreflexion vermindefnde Schicht)

13 Abschirmung
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Patentansprlche

1. Flachenhaft ausgebildetes Korrekturfilter fir eine
bei der Herstellung von Farbbildroéhren verwendete Be-
strahlungsvorrichtung, dessen Flédche teilweise mit einer

ein bestimmtes Muster aufweisenden Sperrschicht versehen

“ist und dessen nicht mit der Sperrschicht versehene

Fladchenteile Lichtdurchlédssig sind, d a d u.r c h
gekennzeichnet, daB die nicht mit der
Sperrschicht versehenen Flédchenteile mit einer die
Strahtungsreflexion vermindernden Schicht und/oder die
als Sperfschicht vorgesehenen Fldchenteile mit einer die

Strahlungsreflexion erhéhenden Schicht belegt sihd.

2. Korrekturfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, dafl die die Strahlungsreflexion vermindernde und die die
Strahlungsreflexion erhdhende Schicht aus Werkstoffen
bestehen, die fir bestimmte Wellenldngenbereiche der
Strahlung durchléassig bzw. sperrend sind, wobei diese 4
Schichten als Dinnschichten ausgebildet und ihre Sch{cht—
dicken flir Sperrung bzw. DurchLaB.dieser Wellenléngen-

bereiche bemessen sind.

IT/P2-Gr/Gn
13.10.1982
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i3. Korrekturfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB3 die Sperrschichten aus einem strahlungsundurch-
Ldssigen Werkstoff bestehen und die die Strahlungsreflexion
vermindernde Schicht aus strahlungsdurchlédssigem Werkstoff
besteht, dessen Schichtdicke fir minimale Reflexion eines

bestimmten Wellenldngenbereichs bémessen ist.

4. Korrekturfilter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daB sich die die Strahlungsreflexion vermindernde Schicht
aus strahlungsdurchlédssigem Werkstoff auch Uber oder unter

den Sperrschichten erstreckt.

5. Korrekturfilter nach einem oder mehreren der Anspriche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB3 die die Strahlungs-
reflexion vermindernde Schicht und/oder die Sperrschicht

aus mehreren Lagen bestehen.

6. Korrekturfilter nach Ansprch 5, dadurch gekennzeichnet,
dafl die Lagen der Sperrschicht solche Dicken besitzen,
dafBl sich in dem Wellenl@ngenbereich der verwendeten

Strahlung infolge maximaler Reflexion Sperrung ergibt.

7. Korrekturfilter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daB die Lagen der die Strahlungsreflexion vermindernde
Schicht solche Dicken besitzen, daB sich in dem Wellenlén-
genbereich der verwendeten Strahluhg verbesserte Durch-

Lassigkeit inbege verminderter Reflexion ergibt.

8. Korrekturfilter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

daBl die die Strahlungsreflexion vermindernde Schichten zu
einer geschlossenen Fldache erweitert sind, auf welcher

die Sperrschichten angeordnet sind.
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9. Korrekturfilter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daB die die Strahlungsreflexion vermindernden Schichten zu
einer geschlossenen Fliche erweitert sind, welche sich

auch Uber die Sperrschichten erstreckt.

10. Korrekturfilter nach einem oder mehreren der An-
spriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dafl die die
Strahlungsreflexion vermindernde Schicht und die Sperr-
schicht und/oder deren einzelne Lagen aus Werkstoffen

mit unterschiedlichen Brechzahlen bestehen.
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